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Przyrzad do pomiaréw wlasciwosci kondensatoréw i cewek
Patent trwa od dnia 8 czerwea 1961 r.

Przy produkcji licznych elementéw, podzespo-
16w i urzadzen elektronicznych istnieje potrzeba
kontroli jakofci kondensatoréw i cewek: Sposréd
wielu wtasciwosci, okreflajgcych przydatnosé
kondensatoréw i cewek, do najwazniejszych na-
leza indukcymo$é albo pojemno$§é oraz wspél-
czynnik strat. Stosowane dotychczas mierniki
umozliwiaja albo sprawdzenie tych obu podsta-
wowych parametréw kondensatoréw i cewek za
pomoca jednego przyrzadu przy znacznym cza-
sie trwania pomiaru, albo sprawdzenie tylko jed-
nego parametru przy skréconym czasie trwania
pomiaru. .

Przyrzad do pomiaru wlasciwosci kondensa-
tor6w i cewek wedlug wynalazku umozliwia
jednoczesny pomiar obu tych parametréw kon-
densatora lub cewki przy bardzo krétkim czasie
trwania pomiaru i wygodnym odczycie wyniku
badania. Przyrzad jest szczegélnie przydatny do

*) Wlasciciel patentu oswiadczyl, ze twoércy
wynalazku jest dr inz. Jan Holownia.

masowej kontroli jakoéci jednakowych elemen-
tow, np. kondensatoréow lub cewek tego samego
typu, gdyz wowczas, po-wstepnym dostrojeniu
przyrzadu do wymagan okreslonych warunkami
technicznymi na dany element, sprawdzenie ko-
lejnych egzemplarzy na zgodnoéé z tymi warun-
kami technicznymi nie wymaga od obstugujace-
go zadnych innych czymno$ci poza dolaczeniem

- badanego elementu i odczytaniem wyniku po-

miaru.

Istota wynalazku polega na zastosowaniu w
znanym ukladzie pomiarowym, analogicznym
do ukladu miernika dobroci, generatora o0 mo-
dulowanej czestotliwosci oraz wskaZnika oscylo-
skopowego, przy wyk‘orzy»staniu w tym wskaz-
niku jako osi czasu, mapiecia o czestotliwosci
modulacji generatora. W przyrzadzie wedtug
wynalazku badany kondensator lub cewka sg
dolagczone do pomiarowego obwodu rezonanso-
wego, zasilanego z generatora o modulowanej
czestotliwodci. Czestotliwo$é rezonansowa ob-
wodu pomiarowego jest zalezna od pojemnosci



badanego kondensatora lub od indukcyjmosci
badanej cewki, za§ dobroé rezonansowego ob-
wodu pomiarowego jest zalezna od wspdlczyn-
nika strat badanego elementu. Napigcie wiel-
kiej czestotliwo$ci wystepujace w obwodzie po-
miarowym jest zalezne zaréwno od dostrojenia
tego obwodu jak i od jego dobroci. Przy za-
stosowaniu generatora o modulowanej czgsto-
tliwo$ci oraz przy zastosowaniu oscyloskopowe-
go wskaznika mapiecia w przypadku, gdy of
czasu wskazZnika oscyloskopowego jest ‘sy’nclhro-
niczna wzgledem dewiacji czgstotliwoéci gene-
ratora, na ekranie oscyloskopowego wskaZnika
napigcia uzyskuje si¢ nieruchomg krzyws rezo-
nansu obwodu pomiarowego. Wysokos$é ~ tej
krzywej jest zalezna od dobroci obwodu pomia-
rowego, za$ jej polozenie wzgledem osi czasu
jest zalezne od pojemnos$ci badanego kondensa-
tora lub indukcyjnosci badanej cewki. Dzieki
temu, wierzcholek krzywej rezonansu obwodu
pomiarowego znajdzie si¢ w zalozonym polu
tolerancji, np. zaznaczonym ramks na ekranie
wskaznika oscyloskopowego jedynie woéwezas,
gdy oba podstawowe parametry badanego ele-
mentu spelniaja tolerancje zalozong przy wstep-
nej regulacji przyrzgdu.

Przyklad wykonania ukladu przyrzadu we-
diug wynalazku przedstawiono na rysunku.
Przyrzad zawiera samowzbudny generator 1
o modulowanej czgstotliwosci, sprzezony z po-
miarowym obwodem rezonansowym 2, zlozonym
np. z kondensatora strojonego C i indukcyjnosci
L. Do obwodu pomiarowego 2 jest dotgczony
badany element X za poSrednictwem odpo-
wiednich zaciské6w a—a. Kondensator strojony
C w obwodzie pomiarowym 2 moze byé zarpa-
trzony w skale wycechowang w jednostkach
pojemnoéci lub indukcyjnosci dolaczonego ba-
danego elementu X. Z pomiarowym obwodem
rezonansowym 2 jest sprzezony detektor ampli-
tudy 3. Napiecie wyjSciowe detektora amplitudy
3 jest doprowadzcme za posrednictwem wzmac-
niacza 4 do odchylajgcych pionowo plytek
wiskaZznika oscyloskopowego 5. Plytki odchyla-
jace poziomo wskaZnika oscyloskopowego 5 s3
zasilane mapieciem U np. napieciem o czestotli-
wosci sieci 50 Hz. Napiecie o tej samej cze-
‘stotliwosci jest uzywane do sterowania modu-
latora czestotliwo$ci 6, oddzialywujgcego na ge-
nerator samowzbudny 1.

Przy dostrojeniu obwodu pomiarowego do
czestotliwo$ci fali no$nej generatora uzyskuje

sie na ekranie oscyloskopowego wskaznika na-
piecia nieruchomy i symetryczny wzgledem osi
pionowej obraz krzywej rezonansu obwodu po-
miarowego. Odchylka warto$ci pojemmosci lub
indukcyjnosci badanego elementu od warto$ci
nominalnej, 'odpowiadajacej dokladnemu do-
strojeniu obwodu pomiarowego do czestotli-
wosci fali noSnej generatora, spowoduje roz-
strojenie tego obwodu i odpowiednie przemiesz-
czenie obrazu na ekranie oseyloskopu wzdluz
osi czasu. Odchytka wspélczynnika strat bada-
nego elementu od warto$ci nominalnej spowo-
duje zmiane wysoko$ci obrazu na ekramie oscy-
loskopu. Potrzebny zakres mierzonych wiel-
ko$ci mozna ustalié za pomocg doboru pojem-
nos$ci kondensatora strojonego C i indukcyjnosci
cewki L w obwodzie pomiarowym 2 oraz przez
wybor wlasciwego sposobu dolgczenia zaciskow
a—a do obwodu L—C. Zakres tolerancji para-
metréw badanych elementéw, odpowiadajacych
polu tolerancji na ekranie oscyloskopu, mozna
modyfikowaé za pomocg regulacji wzmocnienia
wzmacniacza 4 oraz przez zmiane amplitudy
osi czasu wskaZnika oscyloskopowego 5 albo
przez zmiane dewiacji generatora 1.

Zastrzezenia patentowe

1. Przyrzad do pomiaréw wilasciwosci konden-
satoré6w i cewek, znamienny tym, ze w zna-

~ nym ukladzie pomiarowym, analogicznym do
ukladu miernika dobroci, zastosowano samo-
wzbudny  generator (1) o modulowanej cze-
stotliwosci oraz oscyloskopowy wskaznik na-
piecia (5), przy wykorzystaniu w tym wskaz-
niku — jako osi czasu — napiecia o cze-
stotliwo$ci modulacji generatora.

2. Przyrzad wedlug zastrz. 1, znamienny tym,
ze badany kondensator lub cewka (X) s3
dolaczone do pomiarowego obwodu rezonan-
sowego (2) zasilanego z generatora (1) o mo-
dulowanej czestotliwos$ci, przy czym czesto-
tliwo§é rezonansowa obwodu pomiarowego
(2) jest zalezna od pojemnos$ci badanego kon-
densatora lub indukcyjno$ci badanej cewki
(X), za$ idobroé rezonansowego obwodu po-
miarowego jest zalezna od wspéiczynnika
strat badanego elementu (X).
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